
WDS/EDSインテグレーションシステムにより, 効率的で正確な 

元素分析を行うことができます．主成分をEDSで, 微量元素をWDS

で分析する事により, 広範囲のステージスキャンマップや,  

定量分析において効率的なデータ収集に最大限の力を発揮します．

JXA-iSP100/iHP200Fは, EDSや蛍光X線分析装置（XRF）の 

定量分析データからWDSの分析元素条件設定ができるように 

なりました．分析元素は自動的に最適な分光結晶に設定されます． 

XRFでは, 短時間で広範囲の微量元素をppmオーダーまで 

分析できるため, 事前測定を行う 

ことで, 分析元素の見落としを 

低減することができます.  

 

測定開始

分析モード 
選択

速度/感度 
選択

測定条件 
自動設定

分析位置 
設定

分析元素 
選択
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簡易的な分析ならば SEM, EPMA, EDSを 

ひとつの画面で制御できます． 

「分析モード」「感度/速度」「分析位置」「分析元素」

を選択するだけで, 電子光学条件や測定時間,  

ステージモード or ビームモード,  測定X線, 分光結晶,  

チャンネル等のWDS分析に必要な条件は全て自動で 

設定されます． 

フィラメント交換や分光器校正, 必要な時期に確実にメンテナンスを行うことができるため, 装置の状態が最良の状態に保たれます． 

また, 校正用試料が内蔵されているため, いつでも装置のチェックを行う事ができます． 


